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說明: 

1. 高再現性的下針控制 

2. 設定法碼可分別獨力調整下針壓力 

3. 微米調整左右與上下台座位移 

4. 可四點量測晶片的阻值/或可 3點量測 Spreading Resistance 

5. 針頭附近的不銹鋼蓋，量測時避免光電效應引起量測誤差 

6. 量測範圍可從 0.001~1000000 ohm/sq。 

7. RM3 附有 100 ohm 的電阻器可供校驗與精度測試。 

8. RM3 有自我校正功能。 

8. 備有 Rs-232、USB 與軟體可供輸出到電腦。 

9. 本機型不含針頭，需另外加購。 


